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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成25年6月6日(2013.6.6)

【公表番号】特表2009-519584(P2009-519584A)
【公表日】平成21年5月14日(2009.5.14)
【年通号数】公開・登録公報2009-019
【出願番号】特願2008-545830(P2008-545830)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  49/42     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  49/06     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/62     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ  49/42    　　　　
   Ｈ０１Ｊ  49/06    　　　　
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｋ
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｌ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年3月26日(2013.3.26)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
荷電粒子の質量電荷比に従ってイオンを分離する方法であって、荷電粒子は、原子、分子
、粒子、亜原子粒子およびイオンから得られ、前記分離は、小型環状高周波（ＲＦ）のイ
オントラップ質量分析器（１０）を使用して行われる、前記イオンを分離する方法におい
て、
１）トラッピング容積を提供する工程であって、前記トラッピング容積は、フィラメント
端部キャップ（１８）と、検出器端部キャップ（２０）と、内リング（２２）と、外リン
グ（２４）とを含み、それによって、イオンを蓄積する四重極トラッピング場を発生させ
る、トラッピング容積を提供する工程と、
２）前記フィラメント端部キャップ（１８）および前記検出器端部キャップ（２０）に、
複数のスリット（４０）および複数の架橋部（４６、４８）を配置することにより前記四
重極トラッピング場の不連続を最小化する工程であって、前記複数の架橋部（４６、４８
）が、前記フィラメント端部キャップ（１８）および前記検出器端部キャップ（２０）の
表面よりも窪められる、複数のスリット（４０）および複数の架橋部（４６、４８）を配
置する工程とを含む方法。
【請求項２】
請求項１に記載の方法において、前記検出器端部キャップ（２０）を通して、前記トラッ
ピング容積から放出されたイオンを検出する検出手段（１６）を提供する工程をさらに含
む、方法。
【請求項３】
イオン源（１２）を提供する工程であって、複数のイオンを生成し、当該複数の請求項１
に記載の方法において、イオンを前記フィラメント端部キャップ（１８）を通して、前記
トラッピング容積内に導入する、イオン源（１２）を提供する工程をさらに含む、方法。
【請求項４】
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請求項１に記載の方法において、従来の環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）のス
ケールに比して１／２から１／５０のスケールで、前記小型環状ＲＦイオントラップ質量
分析器（１０）を製造する工程をさらに含む、方法。
【請求項５】
請求項４に記載の方法において、前記小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）を
、従来の環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）のスケールに比して１／５のスケー
ルで製造する工程をさらに含み、前記環状トラッピング容積が、前記従来スケールの三次
元ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）のトラッピング容積にほぼ等しい、方法。
【請求項６】
請求項１に記載の方法において、前記小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）全
体の低減されたサイズによって、当該小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）の
電力要求を低減させる工程をさらに含む、方法。
【請求項７】
請求項１に記載の方法において、前記小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）全
体の低減されたサイズによって、当該小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）中
のイオンの経路長を低減させることを含む、方法。
【請求項８】
荷電粒子の質量電荷比に従ってイオンを分離する方法であって、荷電粒子は、原子、分子
、粒子、亜原子粒子およびイオンから得られ、前記分離は、小型環状高周波（ＲＦ）のイ
オントラップ質量分析器（１０）を使用して行われる、前記イオンを分離する方法におい
て、
１）トラッピング容積を提供する工程であって、前記トラッピング容積は、フィラメント
端部キャップ（１８）と、検出器端部キャップ（２０）と、検出器（１６）と、内リング
（２２）と、外リング（２４）とを含み、それによって、イオンを蓄積する四重極トラッ
ピング場を発生させる、トラッピング容積を提供する工程と、
２）前記検出器端部キャップ（２０）と前記検出手段（１６）との間に、検出器ゲート（
５０）を配置する工程であって、前記検出器ゲート（５０）が、前記トラッピング容積か
ら前記検出器（１６）へのイオンの流れを制御し、それによって、前記検出手段（１６）
の、寿命を延ばし、潜在的な雑音を低減し、デューティサイクルを向上する、検出器ゲー
ト（５０）を配置する工程と、を含む方法。
【請求項９】
請求項８に記載の方法において、前記検出器端部キャップ（２０）を通して、前記トラッ
ピング容積から放出されたイオンを検出する検出器（１６）を提供する工程をさらに含む
、方法。
【請求項１０】
請求項８に記載の方法において、イオン源（１２）を提供する工程であって、複数のイオ
ンを生成し、当該複数のイオンを、前記フィラメント端部キャップ（１８）を通して、前
記トラッピング容積内に導入する、イオン源（１２）を提供する工程をさらに含む、方法
。
【請求項１１】
請求項８に記載の方法において、内側部分および外側部分からなる環状検出器ゲート（５
０）を提供する工程をさらに含む、方法。
【請求項１２】
請求項８に記載の方法において、
１）前記検出器（１６）からイオンをそらすために、前記検出器ゲート（５０）の前記内
側部分と前記外側部分とを異なる電位でバイアスする工程と、
２）前記検出手段（１６）まで前記イオンを通過させるために、前記検出器ゲート（５０
）の前記内側部分と前記外側部分とを同様の電位でバイアスする工程と、をさらに含む、
方法。
【請求項１３】
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請求項１２に記載の方法において、従来の環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）の
スケールに比して１／２から１／５０のスケールで、前記小型環状ＲＦイオントラップ質
量分析器（１０）を製造する工程をさらに含む、方法。
【請求項１４】
請求項１３に記載の方法において、前記小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）
を、従来の環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）のスケールに比して１／５のスケ
ールで製造する工程をさらに含み、前記環状トラッピング容積が、前記従来スケールの三
次元ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）のトラッピング容積にほぼ等しい、方法。
【請求項１５】
請求項８に記載の方法において、前記小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）全
体の低減されたサイズによって、前記小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）の
電力要求を低減させる工程をさらに含む、方法。
【請求項１６】
請求項８に記載の方法において、前記小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）全
体の低減されたサイズによって、当該小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）中
のイオンの経路長を低減させることを含む、方法。
【請求項１７】
荷電粒子の質量電荷比に従ってイオンを分離する方法であって、荷電粒子は、原子、分子
、粒子、亜原子粒子およびイオンから得られ、前記分離は、小型環状高周波（ＲＦ）のイ
オントラップ質量分析器（１０）を使用して行われる、前記イオンを分離する方法におい
て、
１）トラッピング容積を提供する工程であって、前記トラッピング容積は、フィラメント
端部キャップ（１８）と、検出器（１６）と、検出器端部キャップ（２０）と、内リング
（２２）と、外リング（２４）とを含み、それによって、イオンを蓄積する四重極トラッ
ピング場を発生させる、トラッピング容積を提供する工程と、
２）前記トラッピング容積の半径のサイズを選択する工程であって、前記、検出器（１６
）の入口コーンへのイオン光学的結合を強化する、前記トラッピング容積の半径のサイズ
を選択する工程と、
３）前記フィラメント端部キャップ（１８）および前記検出器端部キャップ（２０）に、
複数のスリット（４０）および複数の架橋部（４６、４８）を配置することにより前記四
重極トラッピング場の不連続を最小化する工程であって、前記複数の架橋部（４６、４８
）が、前記フィラメント端部キャップ（１８）および前記検出器端部キャップ（２０）の
表面よりも窪められる、複数のスリット（４０）および複数の架橋部（４６、４８）を配
置する工程と、を含む方法。
【請求項１８】
請求項１７に記載の方法において、イオン源（１２）を提供する工程であって、複数のイ
オンを生成し、当該複数のイオンを、前記フィラメント端部キャップ（１８）を通して、
前記トラッピング容積内に導入する、イオン源（１２）を提供する工程をさらに含む、方
法。
【請求項１９】
請求項１７に記載の方法において、内側部分および外側部分からなる環状検出器ゲート（
５０）を提供する工程をさらに含む、方法。
【請求項２０】
請求項１７に記載の方法において、イオンの質量範囲および高周波最大動作電圧の影響を
考慮した前記トラッピング容積の半径のサイズを選択する工程をさらに含む、方法。
【請求項２１】
請求項２０に記載の方法において、前記検出器ゲート（５０）中で複数のスリット（４０
）を整列させる工程をさらに含み、前記イオンおよび電子源から前記検出器（１６）への
見通し線がないようにして、前記トラッピング容積へのイオンの導入中に、検出器信号を
低減させる、方法。
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【請求項２２】
請求項１７に記載の方法において、従来の環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）の
スケールに比して１／２から１／５０のスケールで、前記小型環状ＲＦイオントラップ質
量分析器（１０）を製造する工程をさらに含む、方法。
【請求項２３】
請求項２２に記載の方法において、前記小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）
を、従来の環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）のスケールに比して１／５のスケ
ールで製造する工程をさらに含み、前記環状トラッピング容積が、前記従来スケールの三
次元ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）のトラッピング容積にほぼ等しい、方法。
【請求項２４】
請求項１７に記載の方法において、前記小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）
全体の低減されたサイズによって、当該小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）
の電力要求を低減させる工程をさらに含む、方法。
【請求項２５】
請求項１７に記載の方法において、前記小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）
全体の低減されたサイズによって、当該小型環状ＲＦイオントラップ質量分析器（１０）
中のイオンの経路長を低減させることを含む、方法。
【請求項２６】
荷電粒子の質量電荷比に従ってイオンを分離する方法であって、荷電粒子は、原子、分子
、粒子、亜原子粒子およびイオンから得られ、前記分離は、小型環状高周波（ＲＦ）のイ
オントラップ質量分析器（１０）を使用して行われる、前記イオンを分離する方法におい
て、
前記質量分析器（１０）が、トラッピング容積であって、フィラメント端部キャップ（１
８）、検出器端部キャップ（２０）、内リング（２２）、及び外リング（２４）を含み、
それによって、イオンを蓄積する四重極トラッピング場を発生させる、トラッピング容積
と、前記検出器端部キャップ（２０）を通して、前記トラッピング容積から放出されたイ
オンを検出する検出手段（１６）と、前記トラッピング容積内にイオンを導入するイオン
源（１２）と、を含んでおり、
１）前記フィラメント端部キャップ（１８）および前記検出器端部キャップ（２０）中に
、複数のスリット（４０）および複数の架橋部（４６、４８）を配置する工程であって、
前記複数の架橋部（４６、４８）が、前記フィラメント端部キャップ（１８）および前記
検出器端部キャップ（２０）の表面よりも窪められて、前記四重極トラッピング場の不連
続を最小化する、複数のスリット（４０）および複数の架橋部（４６、４８）を配置する
工程を含む、方法。
【請求項２７】
荷電粒子の質量電荷比に従ってイオンを分離する方法であって、荷電粒子は、原子、分子
、粒子、亜原子粒子およびイオンから得られ、前記分離は、小型環状高周波（ＲＦ）のイ
オントラップ質量分析器（１０）を使用して行われる、前記イオンを分離する方法におい
て、
前記質量分析器（１０）が、トラッピング容積であって、フィラメント端部キャップ（１
８）、検出器端部キャップ（２０）、内リング（２２）および外リング（２４）を含み、
それによって、イオンを蓄積する四重極トラッピング場を発生させる、トラッピング容積
と、前記検出器端部キャップ（２０）を通して、前記トラッピング容積から放出されたイ
オンを検出する検出手段（１６）と、前記トラッピング容積内にイオンを導入するイオン
源（１２）と、を含んでおり、
１）前記検出器端部キャップ（２０）と前記検出手段（１６）との間に、検出器ゲート（
５０）を配置する工程であって、前記検出器ゲート（５０）が、前記トラッピング容積か
ら前記検出手段（１６）へのイオンの流れを制御し、それによって、前記検出手段（１６
）の、寿命を延ばし、潜在的な雑音を低減し、デューティサイクルを向上する、検出器ゲ
ート（５０）を配置する工程を含む、方法。
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【請求項２８】
荷電粒子の質量電荷比に従ってイオンを分離する方法であって、荷電粒子は、原子、分子
、粒子、亜原子粒子およびイオンから得られ、前記分離は、小型環状高周波（ＲＦ）のイ
オントラップ質量分析器（１０）を使用して行われる、前記イオンを分離する方法におい
て、
前記質量分析器（１０）が、トラッピング容積であって、フィラメント端部キャップ（１
８）、検出器端部キャップ（２０）、内リング（２２）、および外リング（２４）を含み
、それによって、イオンを蓄積する四重極トラッピング場を発生させる、トラッピング容
積と、前記検出器端部キャップ（２０）を通して、前記トラッピング容積から放出された
イオンを検出する検出手段（１６）と、前記トラッピング容積内にイオンを導入するイオ
ン源（１２）と、を含んでおり、
１）前記環状トラッピング容積の半径のサイズを選択する工程であって、前記検出手段（
１６）の入口コーンへのイオンの光学的結合を強化する、前記環状トラッピング容積の半
径のサイズを選択する工程と、
２）前記フィラメント端部キャップ（１８）および前記検出器端部キャップ（２０）に、
複数のスリット（４０）および複数の架橋部（４６、４８）を配置することにより前記四
重極トラッピング場の不連続を最小化する工程であって、前記複数の架橋部（４６、４８
）が、前記フィラメント端部キャップ（１８）および前記検出器端部キャップ（２０）の
表面よりも窪められる、複数のスリット（４０）および複数の架橋部（４６、４８）を配
置する工程と、を含む、方法。
【請求項２９】
請求項２８に記載の方法において、イオンの質量範囲および高周波最大動作電圧の影響を
考慮した前記トラッピング容積の半径のサイズを選択する工程をさらに含む、方法。
【請求項３０】
荷電粒子の質量電荷比に従ってイオンを分離する方法であって、荷電粒子は、原子、分子
、粒子、亜原子粒子およびイオンから得られ、前記分離は、小型環状高周波（ＲＦ）のイ
オントラップ質量分析器（１０）を使用して行われる、前記イオンを分離する方法におい
て、
トラッピング容積であって、フィラメント端部キャップ（１８）、検出器端部キャップ（
２０）、内リング（２２）、および外リング（２４）を含み、それによって、イオンを蓄
積する四重極トラッピング場を発生させる、トラッピング容積と、
前記検出器端部キャップ（２０）を通して、前記トラッピング容積から放出されたイオン
を検出する検出手段（１６）と、
前記フィラメント端部キャップ（１８）を通して、前記トラッピング容積内にイオンを導
入するイオン源（１２）と、
前記フィラメントおよび前記検出器端部キャップ（２０）中の、複数のスリット（４０）
および複数の架橋部（４６、４８）であって、前記複数の架橋部（４６、４８）が、前記
フィラメント端部キャップ（１８）および前記検出器端部キャップ（２０）の表面よりも
窪められる、複数のスリット（４０）および複数の架橋部（４６、４８）と、を含むシス
テム。
【請求項３１】
荷電粒子の質量電荷比に従ってイオンを分離する方法であって、荷電粒子は、原子、分子
、粒子、亜原子粒子およびイオンから得られ、前記分離は、小型環状高周波（ＲＦ）のイ
オントラップ質量分析器（１０）を使用して行われる、前記イオンを分離する方法におい
て、
トラッピング容積であって、フィラメント端部キャップ（１８）、検出器端部キャップ（
２０）、内リング（２２）および外リング（２４）を含み、それによって、イオンを蓄積
する四重極トラッピング場を発生させる、トラッピング容積と、
前記検出器端部キャップ（２０）を通して、前記トラッピング容積から放出されたイオン
を検出する検出手段（１６）と、



(6) JP 2009-519584 A5 2013.6.6

前記フィラメント端部キャップ（１８）を通して、前記トラッピング容積内にイオンを導
入するイオン源（１２）と、
前記検出器端部キャップ（２０）と前記検出手段（１６）との間の検出器ゲート（５０）
と、を含むシステム。
【請求項３２】
請求項３１に記載のシステムにおいて、前記検出器ゲート（５０）がさらに、内側部分お
よび外側部分からなる環状検出器ゲート（５０）からなる、システム。
【請求項３３】
請求項３２に記載のシステムにおいて、前記検出器ゲート（５０）の前記内側部分と前記
外側部分とを、異なるようにまたは同じようにバイアスするバイアス手段をさらに含み、
それによって、前記検出器ゲート（５０）からイオンをそらし、または前記検出ゲートま
で前記イオンを通過させる、システム。
【請求項３４】
荷電粒子の質量電荷比に従ってイオンを分離するシステムであって、荷電粒子は、原子、
分子、粒子、亜原子粒子およびイオンから得られ、前記分離は、小型環状高周波（ＲＦ）
のイオントラップ質量分析器（１０）を使用して行われる、前記イオンを分離するシステ
ムにおいて、
前記質量分析器（１０）が、トラッピング容積であって、フィラメント端部キャップ（１
８）、検出器端部キャップ（２０）、内リング（２２）、および外リング（２４）を含み
、それによって、イオンを蓄積する四重極トラッピング場を発生させる、トラッピング容
積と、前記検出器端部キャップ（２０）を通して、前記トラッピング容積から放出された
イオンを検出する検出手段（１６）と、前記トラッピング容積内にイオンを導入するイオ
ン源（１２）とを含んでおり、
前記フィラメント端部キャップ（１８）および前記検出器端部キャップ（２０）中の複数
のスリット（４０）および複数の架橋部（４６、４８）であって、前記複数の架橋部（４
６、４８）が、前記フィラメント端部キャップ（１８）および前記検出器端部キャップ（
２０）の表面よりも窪められており、前記四重極トラッピング場の不連続を最小化する、
複数のスリット（４０）および複数の架橋部（４６、４８）を含む、システム。
【請求項３５】
荷電粒子の質量電荷比に従ってイオンを分離するシステムであって、荷電粒子は、原子、
分子、粒子、亜原子粒子およびイオンから得られ、前記分離は、小型環状高周波（ＲＦ）
のイオントラップ質量分析器（１０）を使用して行われる、前記イオンを分離するシステ
ムにおいて、
前記質量分析器（１０）が、トラッピング容積であって、フィラメント端部キャップ（１
８）、検出器端部キャップ（２０）、内リング（２２）、および外リング（２４）を含み
、それによって、イオンを蓄積する四重極トラッピング場を発生させる、トラッピング容
積と、前記検出器端部キャップ（２０）を通して、前記トラッピング容積から放出された
イオンを検出する検出手段（１６）と、前記トラッピング容積内にイオンを導入するイオ
ン源（１２）とを含む、システムにおいて、
前記検出器端部キャップ（２０）と前記検出手段（１６）の間の検出器ゲート（５０）を
含む、システム。
【請求項３６】
請求項３５に記載のシステムにおいて、前記検出器ゲート（５０）がさらに、内側部分お
よび外側部分からなる環状検出器ゲート（５０）からなる、システム。
【請求項３７】
請求項３６に記載のシステムにおいて、前記検出器ゲート（５０）の前記内側部分と前記
外側部分とを、異なるようにまたは同じようにバイアスするバイアス手段をさらに含み、
それによって、前記検出器ゲート（５０）からイオンをそらし、または前記検出ゲートま
で前記イオンを通過させる、システム。
【請求項３８】
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荷電粒子の質量電荷比に従ってイオンを分離する方法であって、荷電粒子は、原子、分子
、粒子、亜原子粒子およびイオンから得られ、前記分離は、小型環状高周波（ＲＦ）のイ
オントラップ質量分析器（１０）を使用して行われる、前記イオンを分離する方法におい
て、
１）トラッピング容積を提供する工程であって、フィラメント端部キャップ（１８）、検
出器端部キャップ（２０）、内リング（２２）、および外リング（２４）を含み、それに
よって、イオンを蓄積する四重極トラッピング場を発生させる、トラッピング容積を提供
する工程を含み、
２）前記質量分析器（１０）が、デスクトップ環境以外での前記質量分析器（１０）の携
帯的使用の用途に適する、方法。
【請求項３９】
請求項３８に記載の方法において、前記質量分析器（１０）を、手で支えた操作にだけ適
するように構成する工程をさらに含む、方法。
【請求項４０】
請求項１に記載の方法において、前記検出器端部キャップ（２０）を通して、前記トラッ
ピング容積から放出されたイオンを検出する検出手段（１６）を提供する工程をさらに含
む、方法。
【請求項４１】
請求項１に記載の方法において、イオン源（１２）を提供する工程であって、複数のイオ
ンを生成し、当該複数のイオンを、前記フィラメント端部キャップ（１８）を通して前記
トラッピング容積内に導入する、イオン源（１２）を提供する工程をさらに含む、方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は一般に、荷電粒子の質量電荷比に従ってイオンを蓄積、分離および分析すること
に関し、荷電粒子は、原子、分子、粒子、亜原子粒子（ｓｕｂ－ａｔｏｍｉｃ　ｐａｒｔ
ｉｃｌｅｓ）およびイオンから得られる。より具体的には、本発明は、質量分析器に対し
て小型環状構成を使用した、質量分析法を実行する比較的に小さい携帯型装置である。
（関連出願の相互参照）
本明細書は、２００５年１２月１３日に出願された米国特許仮出願第６０／７５０２７７
号（代理人事件整理番号０５－６２）に含まれる全ての内容の優先権を主張するものであ
り、この仮出願に含まれる全ての内容を参照によって含む。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
最後に、従来の直線四重極イオントラップとは対照的に、トラッピング容積全体を通して
トラッピング場が均質であり（すなわちトラッピング容積が環状であるため末端効果がな
く）、所与の質量電荷比（ｍ／ｚ）の全てのイオンが同時に放出される。
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